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(54) 고체촬상소자의 화소결함 검출장치

요약

본 발명의 화소결함 검출장치는 복수의 광전변환소자를 포함하는 고체촬상소자용으로 이용된다. 
상기 화소결함 검출장치는 피검사 광전변환소자의 입사광량을 변화시키도록 상기 피검사 광전변환소자의 
출력 특성을 구하여 상기 피검사 광전변환소자의 출력 특성에 따라 상기 피검사 광전변환소자의 화소결
함의 유무를 결정하는 연산 수단을 포함한다.

대표도

도4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 광전변환소자의 입/출력 특성을 나타낸 그래프,  

도 2는 원색 베이어(Bayer) 패턴에 따른 칼라 필터에 있어서의 각 원색의 배열을 나타낸 평면도,  

도 3은 본 발명의 일 실시예의 화소결함 검출장치를 포함하는 디지탈 스틸 카메라를 나타낸 블록도,  

도 4는 도 3의 장치에 의해 실행되는 과정을 나타낸 플로우챠트,  

도 5는 도 3의 장치에 제공된 스위칭 모듈을 나타낸 블록도, 및  

도 6은 광전변환소자의 입/출력 특성을 나타낸 그래프이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 CCD 등의 고체촬상소자에 발생한 결함을 자동적으로 검출하기 위해 고체촬상소자에 제공되는 
화소결함 검출장치에 관한 것이다.  

일반적으로, CCD 등의 고체촬상소자는 생산단계에서 발생한 국부적인 결정결함("결함(blemish)"이라고도 
칭한다)에 의해 화질 열화를 초래하는 것으로 알려져 있다. 또한, 고체촬상소자의 출하후에 우주선의 조
사에 의해 새로운 결함이 고체촬상소자에 발생될 수도 있다. 이러한 결함은 백상과 흑상의 두 가지로 분
류된다.  

도 6은 입사광량에 대한 고체촬상소자의 다른 광전변환소자("화소"라고도  함)의 출력 특성을 나타낸 그
래프이다. 도 6에서, 실선(A)은 정상인 화소의 출력특성을 나타내고, 점선(B)는 백상을 갖는 화소의 출
력 특성을 나타내며, 일점 쇄선(C)은 흑상을 갖는 화소의 출력 특성을 나타낸다. 점선(B)으로 나타낸 출
력 특성으로부터 분명한 바와 같이, 백상은 항상 바이어스 전압이 화소의 출력에 가산되어 버리는 결함
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이다. 또한, 일점쇄선(C)으로 나타낸 출력 특성으로부터 분명한 바와 같이, 흑상은 화소의 감도가 열화
되게 하는 결함이다.  

종래, 이러한 화소의 결함을 검출하여 화소의 출력을 보정하기 위한 각종의 장치 또는 방법이 제안되어 
있다.  

예컨대, 일본국 공개 특허 공보 96-195909호에는, 공장 출하때에 이미 존재하고 있는 CCD의 상처의 위치 
및 레벨을 나타내는 데이터를 기억하는 ROM; 및 공장 출하후에 새롭게 발생한 CCD의 상처의 위치 및 레
벨 데이터를 기억하는 EEROM을 포함하여, ROM 및 EEROM 내에 기억된 데이터에 따라 결함을 갖는 CCD의 
출력을 보정하는 기술이 개시되어 있다.  

또한, 일본국 공개 특허 공보 95-7675호에는, CCD의 출력 신호에 반대 γ 보정 처리를 실행한후 CCD의 
결함을 검출하는 기술을 개시한다. 일단 γ 보정이 실행되면, 결함에 의해 CCD의 출력신호에서 발생하는 
오차량이 감소되어, 결함의 검출이 곤란하게 되기 때문에, 반대 γ 보정이 실시된다. 

일본국 공개 특허 공보 87-8666호에는, 결함을 갖는 화소의 출력신호를 같은 열 또는 행의 다른 화소의 
출력신호로 치환하는 기술을 개시한다.

        발명이 이루고자하는 기술적 과제

그러나, 종래 기술에서는, 공장 출하전 및 출하후에 관계 없이 고체촬상소자의 결함을 검출하기 위해서
는 여러 가지 레벨(암 레벨로부터 명 레벨까지)의 기준 입사광을 고체촬상소자에 대해 발생시키는 표준 
광량 발생장치, 및 지원 시스템등을 필요로 한다. 또한, 종래 기술에서는, 전문 조작원이 아니면 화소의 
결함의 검출과 화소의 출력의 보정을 하는 것이 어렵다. 이러한 동작은 사용자에 의해 통상적으로 실시
되는 것과는 거리가 멀다.

본 발명의 일 양태에 따르면, 복수의 광전변환소자를 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치가 제
공된다. 화소결함 검출장치는 : 피검사 광전변환소자로의 입사광량을 변화시키도록 상기 피검사 광전변
환소자의 출력 특성을 구하여 상기 피검사 광전변환소자의 출력 특성에 따라 상기 피검사 광전변환소자
의 화소결함의 유무를 결정하는 연산 수단을 포함한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 화소결함 검출장치는 상기 광전변환소자에서의 출력신호를 기억하는 화
상 메모리를 더 포함한다. 상기 연산 수단은 화상 메모리내에 기억된 상기 피검사 광전변환소자의 출력
신호를 이용하여 상기 피검사 광전변환소자의 출력 특성을 결정한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 피검사 광전변환소자의 출력 특성은 상기 피검사 광전변환소자로의 서로 
다른 입사광량에 대한 상기 피검사 광전변환소자의 복수의 출력 신호에 의해 표현된다.

본 발명의 다른 양태에 따르면, 복수의 광전변환소자를 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치가 
제공된다. 이 화소결함 검출장치는 : 피검사 광전변환소자로의 서로 다른 입사광량에 대한 상기 피검사 
광전변환소자에서의 출력을 각각 기억하는 화상메모리; 및 입사 광량, 상기 피검사 광전변환소자에서의 
출력 및 다음식 (1)에 따라 :

y(x)=ax+b       ··· (1) 

단, y(x)는 상기 피검사 광전변환소자의 출력, 및 x는 입사광량;

 상기 피검사 광전변환소자의 광전계수(a) 및 입사광량이 없는 상태에서의 상기 피검사 광전변환소자의 
옵셋 출력 레벨(b)을 구하여, 상기 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)을 미리 설정된 기준 광전계수(a0) 

및 기준 출력 레벨(b0)과 비교함에 의해 

상기 피검사 광전변환소자의 결함의 유무를 결정하는 연산수단을 포함한다.  

본 발명의 일 실시예에서, 상기 화소결함 검출장치는 상기 고체촬상소자에 영상을 투영하는 광학수단을 
더 포함한다. 상기 고체촬상소자에 대한 상기 광학수단의 초점을 흐리게 한 상태에서 상기 광전변환소자
의 출력을 결정한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 피검사 광전변환소자로의 입사광량은 상기 고체촬상소자에 빛이 입사하
지 않고 있지 않을 때의 입사광량 및 상기 고체촬상소자가 오버플로우 상태로 되는 근방의 다른 입사광
량을 포함한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 소정의 기준 광전변환계수(a0) 및 소정의 기준 옵셋 출력 레벨(b0) 및 기

준 출력 신호(y0)를 다음식 (2)에 대입하여 상기 입사광량(x)을 구한다. 

x=(y0-b0)/a0    …(2)

본 발명의 일 실시예에서, 상기 출력(y0)은 상기 피검사 광전변환소자에 인접한 복수의 광전변환소자의 

출력중 중간의 값으로 설정된다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 인접한 광전변환소자는 표시될 복수의 칼라들중, 상기 피검사 광전변환
소자와 동일한 표시색을 나타내는 것들만을 포함한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 피검사 광전변환소자의 광전계수(a), 옵셋 출력 레벨(b), 상기 기준 광
전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)을 다음식 (3)에 대입하여 :

la0-al<△a 및 lb0-bl<△b 이면 : 결함없음    …(3)
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단, △a 및 △b는 소정 임계치,

상기 피검사 광전변환소자의 결함의 유무를 결정한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 피검사 광전변환소자의 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b), 상기 기준 
광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)를 다음식  (4)에 대입하여 :

la0-a1 < △a 및 lb0-b1 < △b; 이면 무결함

la0-a1 ≥ △a; 이면 흑상

lb0-bl ≥ △b; 이면 백상         ...(4)

단, △a 및 △b는 소정 임계치,

상기 피검사 광전변환소자의 결함의 유무 및 종류를 결정한다.

본 발명의 일 실시예에서, 표시될 칼라들 각각에 대해 상기 기준 광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 

레벨(b0)을 설정한다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 피검사 광전변환소자의 어드레스 데이터에 따라 상기 피검사 광전변환소
자에 의해 표시될 칼라를 결정하는 결정 수단을 더 포함한다. 상기 결정 수단의 결정에 따라 상기 기준 
광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)을 설정한다.

따라서, 본 발명에서는 표준 광량 발생장치, 및 지원 시스템등을 필요로 하지 않고, 사용자에 의해 용이
하게 검출을 실행할 수 있는, 고체촬상장치용 화소결함 검출장치를 제공할 수 있다.

본 발명의 이들 및 다른 장점들은 첨부 도면들을 참조하여 후술되는 상세한 설명을 이해한다면 당업자들
에게 명백해 지게 될 것이다.

    발명의 구성 및 작용

먼저, 본 발명을 개략적으로 설명한다.  

상기한 바와 같이, 종래 기술의 표준광량 발생장치로부터 표준광량을 고체촬상소자에 인가하고, 특수 지
원 시스템을 이용하여 고체촬상소자의 출력신호에 의해 결함을 갖는 화소를 검출한후, 이 화소의 출력을 
보정하는 과정은, 사용자에 의해 통상적으로 실시되는 것과는 거리가 멀었다.  

본 발명에서는 표준광량을 인가하는 표준광량 발생장치를 이용하지 않는 것을 전제하고 있다. 이 경우, 
고체촬상소자로의 입사광량을 결정할 수 없으므로, 단지 화소의 출력신호를 다른 인접한 화소의 출력신
호와 비교함에 의해서는 결함을 갖는 화소를 식별할 수 없다. 예컨대, 도 1의 그래프를 참조하면, 입사
광량에 대해 정상(즉, 비결함)인 화소의 출력특성 fl(x)과 입사광량에 대해 흑상을 갖는 화소의 출력특
성 f2(x)을 비교한 경우, 출력특성 fl(x)과 출력특성 f2(x) 사이의 차(예컨대, △y1 또는 △y2)는 입사
광량에 따라 변화한다. 따라서, 입사광량을 정확하게 결정할 수 없으면, 상기한 차이에 의해 결함을 갖
는 화소를 식별하는 것은 불가능하다. 또한, 출력특성 fl(x) 및 출력특성 f2(x) 사이의 차를 1개만 구하
여 결함의 유무를 결정하려는 경우, 백상 및 흑상을 서로 정확히 식별할 수 없으므로, 결함의 유무를 정
확하게 판정할 수 없다.  

따라서, 본 발명에서는 고체촬상소자의 화소의 출력특성을 나타내는 다음식 (1)의 함수를 이용하여 결함
을 갖는 화소를 식별하고 있다.  

y(x)=ax+b       … (1) 

상기 식에서, y(x)는 검사될 화소(또는 광전변환소자)(이하, "피검사화소"라 함)의 출력 레벨, x는 입사
광량, a는 화소의 광전계수, 및 b는 입사광량이 없는 상태의 화소의 옵셋 출력 레벨을 나타낸다.  

정상인 하나의 화소의 함수와 다른 정상 화소의 함수를 비교하면, 상기 하나의 화소의 계수 a, b의 값은 
각각 상기 다른 화소의 계수에 근접하게 된다. 또한, 각 정상 화소의 계수(a,b)는 평균적인 기준 광전계
수(a0) 및 평균적인 기준 옵셋 출력레벨(b0)과 대략 같게 된다. 흑상을 갖는 화소의 경우는, 광전계수(a)

가 기준 광전계수(a0) 보다 작게 된다. 백상을 갖는 화소의 경우는, 옵셋 출력 레벨(b)이 기준 옵셋 출력

레벨(b0) 보다 커진다.  

일 화소의 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)은 그 화소로의 입사광량에 관계없이 일정하다. 따라서, 화
소에 대한 상기 함수를 얻음으로써 그 화소의 결함의 유무와 종류를 결정할 수 있다.  

피검사화소에 서로 다른 N개의 입사광량(암에서 명까지) x0, x1, ···, xN-1을 인가하여, 피검사화소에 

대응하는 N개의 출력 레벨 y0, y1,  ···,yN-1을 얻었을 때, 상기 식(1)에 근거하여 피검사화소의 입출
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력관계를 다음식 (5)로 나타낼 수 있다.  

피검사화소의 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)을 최소자승법에 의해 구하는 경우, 광전계수(a) 및 옵
셋 출력 레벨(b)은 다음식 (6)에 의해 얻어지는 오차의 자승의 총합(σ)이 최소로 되는 조건하에서, 다
음식 (7)에 피검사화소의 입사광량(xi) 및 광량(x)에 대한 실제의 출력 레벨(yi)을 대입하여 얻어질 수 

있다(최소자승법에 대해서는, 예컨대 1985년 일본기계학회편, 아사쿠라 서점 출판, "센서와 신호 처리 
시스템 II", 페이지 10-11, 참조).

본 발명에서는 표준광량 발생장치를 이용하지 않기 때문에, 피검사화소로의 입사광량(xi)이 표준광량이 

아니고, 따라서 특정되지 않는다. 따라서, 상기식 (7)로부터 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)를 얻기
전에 입사광량(xi)을 추정한다.  

피검사화소로의 입사광량(xi)을 추정하기 위해, 규정된 화소 영역내의 피검사화소 및 인접한 화소의 출력

을 다음과 같이 검사한다. "화소 영역"이라는 용어는 피검사화소를 포함한 복수의 화소들이 포함되는 규
정된 촬상 영역을 뜻한다. 상기 복수의 화소의 일부 또는 전부의 출력 레벨이 피검사화소로의 입사 광량
을 추정하도록 검사된다. 예컨대, 피검사화소 및 그 피검사화소의 상하 좌우에 있는 다른 인접한 화소의 
출력을 검사한다. 같은 결함을 가진 화소의 수가 선택된 화소 수의 절반 이하이면, 다음식 (8)에 의해 
표현되는 중간(median) 필터를 통해 선택된 화소의 출력 레벨의 중간값(y0)을 구하여 정상 화소의 출력 

레벨을 얻을 수 있다.

상기 식에서,  yi (i=1, ···, 5)는 동일 화소 영역에서 선택된 5개의 화소의 출력 레벨이다.  

예컨대, y1은 정상 화소의 출력 레벨, y2 및 y3는 흑상을 갖는 화소의 출력 레벨(정상인 화소의 출력 레

벨보다 작다), y4 및 y5는 백상을 갖는 화소의 출력 레벨(정상인 화소의 출력 레벨보다 크다)로 하면, 중

간 필터를 통해 얻어지는 중간값(y0)은 정상인 화소의 출력 레벨(y1)과 동일하게 된다. 이와다르게, 화소 

영역에서 정상인 화소만이 선택될때에는, 정상인 화소의 출력 레벨의 중간값이 선택된다.  

일단 정상인 화소의 출력 레벨(0)을 구하면, 그 출력 레벨(y0)을 다음식 (2)에 대입하여 피검사화소의 입

사광량(x)을 구할 수 있다.  

x=(y0-b0)/a0    …(2) 

상기 식에서, a0는 정상인 화소들중의 평균적인 기준 광전 계수, 및 b0는 정상인 화소들중의 평균적인 기

준 옵셋 출력 레벨이다.  

서로 다른 N개의 입사광량(암에서 명까지) x0, x1, ···, xN-1에 대한 화소 영역의 정상 화소의 출력 레

벨(y0)을 구하고, 이 출력 레벨(y0)을 상기식 (2)에 대입하여, 각 입사광량 x0, x1, ···, xN-1을 계산한

다.  

이렇게 해서 피검사화소의 각 입사광량 x0, x1, ···, xN-1이 결정되면, 상기 결정된 입사광량과 그 입

사광량에 대한 피검사화소에서의 실제의 출력 레벨 y0, y1, ···, yN-1을 상기식 (7)에 대입하여, 피검

사화소의 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)을 결정할 수 있다.  

14-4

공개특허특2000-0022962



다중 칼라 표시를 위해, 표시될 각 칼라에 대한 기준 광전 계수(a0)가 다르다. 예컨대, R,  G,  B의 3원

색에 의해 칼라표시를 하려면, R, G, B의 각 원색마다 기준광전계수(a0)를 설정해야 한다. 이 경우, 화소 

영역의 피검사화소 및 피검사화소와 동일한 화소 영역내에 있고 동일 칼라를 표시하는 화소들이 선택되
어, 선택된 화소중의 중간 출력 레벨이 상기식 (8)에 의해 얻어진다. 다음에, 상기식 (2)에 근거하여 입
사광량(x)이 계산되고, 상기식 (7)에 근거하여 광전계수(a)가 계산된다.  

상기식 (2)의 a0 대신에, R,   G,   B의 각 원색의 소정의 기준 광전 계수를 a0R, a0G, a0B로 한다. 또한, 

R,  G,  B의 각 원색에 대해 얻어진 광전계수를 aR, aG, aB로 한다.  

옵셋 출력 레벨(b) 및 기준 옵셋 출력 레벨(b0)을 각 원색에 대해 구할 필요가 없지만, 그 값들이 원색들

에 공통으로 사용될 수 있다.  

본 발명에서와 같이 표준광량 발생장치등의 특별한 기기가 사용되지 않는 경우, 고체촬상소자 전체에 균
일한 광량이 입사되기는 매우 어렵다. 따라서, 본 발명에서는, 피검사화소를 포함하는 화소 영역을 가능
한 한 작게 하여 균일한 광량이 화소 영역으로 입사되게 한다. 

도 2는 원색 베이어 패턴의 칼라 필터를 나타낸다. 칼라 표시를 위해 이러한 칼라 필터를 이용하는 경
우,  원색(R)에  대해서는,  피검사화소(R1)  주변의  화소  영역(마스크1)을  설정하고,  이  화소 
영역(마스크1)으로부터 9개의 화소(R1,R0)를 선택하여 피검사화소로의 입사광량을 구한다. 유사하게, 원

색(B)에 대해서는 피검사화소(B1) 주변의 화소 영역(마스크2)을 설정하고, 이 화소 영역(마스크2)으로부
터  9개의  화소(B1,B0)를  선택하여  피검사화소로의  입사광량을  구한다.  원색(G)에  대해서는, 

피검사화소(G1)의 주변에 화소 영역(마스크3) 또는 (마스크4)을 설정하고, 이들 화소 영역(마스크3) 또
는 (마스크4)으로부터 9개 또는 5개의 화소(G1,G0)를 선택하여, 피검사화소로의 입사광량을 구한다.  

상기 3개의 원색중 원색(G)은 사람이 가장 예민하게 감지하기 때문에 피검사화소(G1)로의 입사광량을 정
확하게 구하도록 비교적 작은 화소 영역(마스크4)이 이용된다.

이 방식으로, 각 피검사화소에 대한 입사광량 및 출력 레벨을 구하여, 피검사화소에 의해 표시되는 칼라
에 대응하는 광전계수(aR,aG,aB)중  하나를 구하며,   R,  G,  B의  원색에 대해 공통인 기준 옵셋 출력 

레벨(b0)을 구한 후, 다음식 (9), (10) 및 (11)에 의해 결함의 유무와 종류를 결정한다.  

피검사화소가 원색(R)을 표시하는 경우, 상기 피검사회소는 :

la0R-aRl < △aR 및 lb0-bl < △bR; 이면 무결함

la0R-aRl ≥ △aR; 이면 흑상

lb0-bl ≥ △bR; 이면 백상이다.         ...(9)

피검사화소가 원색(B)을 표시하는 경우, 상기 피검사회소는 :

la0B-aBl < △aB 및 lb0-bl < △bB; 이면 무결함

la0B-aBl ≥ △aB; 이면 흑상

lb0-bl ≥ △bB; 이면 백상이다.          ...(10)

피검사화소가 원색(G)을 표시하는 경우, 상기 피검사회소는 :

la0G-aGl < △aG 및 lb0-bl < △bG : 이면 무결함

la0G-aGl ≥ △aG; 이면 흑상

lb0-bl ≥ △bG; 이면 백상이다.          ...(11)

단, △aR, △aB, △aG 및 △bR, △bB, △bG는 임계값이고, 검출/결정 정확도를 향상시키도록 각 원색(R, 

G, B)에 대해 별도로 설정된다. 

상기식 (7)에 의해 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)을 구하기 위해, 상기식 (7)의 좌변의 변수가 0이 
아니고, 즉 다음식 (12)이 성립할 필요가 있다. 즉, 상기식 (5)의 N개의 함수열은 서로 독립적으로 될 
필요가 있다. 이상적인 조건에 가까운 (백색잡음등이 존재하지 않는) 조건에서는, N개의 함수열이 서로 
상관되므로, 다음식 (12)가 성립하지 않게 된다. 이때, 광전계수 a=a0, 옵셋 출력 레벨 b=b0가 된다.  

상기한 방식으로, 각 피검사화소에 대해 결함의 유무와 종류를 결정한 후, 피검사화소에 결함이 있으면, 
그 화소의 출력 레벨을 보정한다.  

백상을 갖는 화소의 출력에 가산되는 바이어스 전압은 온도에 따라 변화하며, 또한 흑상을 갖는 화소의 

14-5

공개특허특2000-0022962



감도는 열화된다. 따라서, 그러한 화소의 출력에 대하여 일정한 전압을 가산하거나 감산하는 보정 방법
은 충분하다고 말할 수 없다. 결함을 갖는 화소의 출력신호를 인접한 하나 이상의 화소들 각각의 출력신
호를 이용하여 보정하는 것이 바람직하다.  

결함을 갖는 화소의 출력신호를 보정하기 위해서는, 피검사화소에 수직하게 인접한 하나 이상의 화소의 
출력신호와 함께 피검사화소에 수평방향으로 인접해 있는 하나 이상의 화소들 각각의 출력신호를 이용하
는 것이, 수평방향 또는 수직방향중 어느 한 방향으로 인접해 있는 피검사화소인 하나 이상의 화소들의 
출력신호만을 이용하는 경우 보다 다음의 이유 때문에 더 바람직하다. 예컨대, 결함을 갖는 피검사화소
가 피사체의 에지에 위치하고 있는 경우, 피검사화소에 수평으로 인접해 있는 화소의 출력이 피검사화소
에 수직으로 인접해 있는 화소의 출력과 다르게 되기 때문이다. 이 경우, 수평 또는 수직 방향중 어느 
한 방향으로 인접해 있는 화소의 출력신호만을 이용한 피검사화소의 출력신호의 보정은 부정확한 색상으
로 될 수 있기 때문이다.  

또한, 표시되는 각 원색에 대해 별도로 화소의 출력 레벨의 보정을 하는 것이 바람직하다. 예컨대, R, 
G, B의 각 원색을 표시하고 있는 경우, G의 원색은 R, B의 각 원색보다 중요하기 때문에, 원색 베이어 
패턴의 칼라 분포를 이용하여 G의 원색을 보다 정밀하게 보정함이 바람직하다.  

예컨대, 도 2에 나타낸 바와 같이, 원색 R에 대해서는 피검사화소(R1)를 둘러싸는 화소 영역(마스크1)을 
설정하고,  원색  B에  대해서는  피검사화소(B1)를  둘러싸는  화소  영역(마스크2)을  설정한다. 
피검사화소(R1,B1)의 보정된 출력 레벨을 y(i,j)로 하고, 다음식 (13)에 따라 피검사화소(R1,B1)와 동일
한 화소 영역내에 있고 동일한 색상을 나타내는 서로 다른 8개의 각 화소의 출력 레벨의 평균을 구한다.  

y(i,j)=[y(i-2,j-2)+y(i,j-2)+y(i+2,j-2)+y(i-2,j)+y(i+2,j)+y(i-2,j+2)+ y(i,j+2)+y(i+2,j+2)]/8          
······ (13)

또한, 도 2에 나타낸 바와 같이, 원색 G에 대해서는 피검사화소(G1)를 둘러싸는 화소 영역(마스크4)을 
설정한다. 피검사화소(G1)의 보정된 출력 레벨을 y (i,j)로 하고, 다음식 (14)에 따라 피검사화소(G1)와 
동일한 화소 영역내에 있고 동일한 색상을 나타내는 서로 다른 4개의 각 화소의 출력 레벨의 평균을 구
한다.  

y(i,j)=[y(i-1,j-1)+y(i+1,j-1)+y(i-1,j+1)+y(i+1,j+1)]/4   

······ (14)

상기식 (13) 및 (14)에서, "(i, j)" 등은 화소의 좌표를 나타낸다.  

상기 3개의 원색중 원색(G)은 사람이 가장 예민하게 감지하기 때문에 비교적 작은 화소 영역(마스크4)을 
이용하여 피검사화소(G1)로의 입사 광량을 정확하게 구할 수 있다. 

본 발명의 일실시예에 따른 화소결함 검출장치는 디지탈 스틸 카메라 등의 고체촬상소자(예컨대, CCD)의 
화소결함 검출을 위해 이용된다. 이 디지탈 스틸 카메라에는 화소결함 검출을 위한 전용 동작 모드가 제
공된다. 이 전용 동작 모드를 설정한 경우, 사용자에 의한 소정의 동작에 따라 고체촬상소자의 결함 검
출이 거의 자동적으로 행하여진다. 따라서, 결함을 갖는 화소의 위치 및 화소의 출력 특성이 기록되어, 
통상의 촬상 모드에서는, 그 기록 내용에 따라 결함을 갖는 화소의 출력신호가 보정된다.  

화소 결함 검출에 있어서는, 결함을 갖는 화소의 출력신호에서 발생하는 오차량을 감소시키지 않기 때문
에, 고체촬상소자의 출력신호에 대하여 γ보정을 실시하지 않는다.  

본 발명의 상기 실시예의 화소결함 검출장치에서는, 고체촬상소자의 입사광량을 변화시켜 고체촬상소자
의 출력특성을 구한다. 고체촬상소자로의 입사광량을 변화시키기 위해서, 디지탈 스틸 카메라의 조리개, 
스트로브, 셔터 속도등의 여러 가지 기능을 독자적으로 또는 조합하여 이용할 수 있다.  

화소결함 검출모드에서, 고체촬상소자에 걸쳐 광의 균일한 레벨이 입사되도록 디지탈 스틸 카메라의 초
점이 흐려지는 것이 바람직하다. 예컨대, 고체촬상소자에 걸쳐 입사광의 균일한 레벨을 얻도록 균일한 
계조를 갖는 벽이나 패널이 디지탈 스틸 카메라에 의해 촬상될 때라도, 피사체에 대한 계조의 얼룩 및/
또는 피사체에 대한 조명의 얼룩이 있을 수 있다. 디지탈 스틸 카메라의 초점을 흐리게 함에 의해, 이러
한 얼룩을 흐리게 할 수 있어서, 고체촬상소자에 걸쳐 더 균일한 레벨의 입사광이 입사될 수 있다.  

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 화소결함 검출장치를 적용한 디지탈 스틸 카메라를 나타내는 블록도
이다. 도 3을 참조하면, 빛은 렌즈부(1), 조리개(2) 및 셔터(3)를 통해 고체촬상소자(예컨대, CCD)(4)에 
입사하여, 고체촬상소자(4)의 촬상화면에 영상이 투영된다. 고체촬상소자(4)는 수평 및 수직으로 배열된 
복수의 광전변환소자(화소)를 포함하고, 영상은 이러한 화소의 배열에 투영된다. 이들 화소로부터의 출
력신호는 스위칭 모듈(5)을 통해 화상처리부(6)에 순차적으로 송출된다. 피사체에 조사하도록 셔터(3)의 
개폐와 동기하여 스트로브(7)가 빛을 발광한다. 조작키 그룹(8)은 디지탈 스틸 카메라를 조작하기 위해 
사용자에 의해 사용된다. 

화상처리부(6)는  화상메모리(11),  EEPROM(12),  데이터  테이블(13),  제어신호생성부(14),  및 
프로세서(15)를 포함한다. 화상메모리(11)는 고체촬상소자(4)의 화소의 출력레벨, 즉, 촬상된 화상을 나
타내는  화상데이터를  기록한다.  통상,  화상메모리(11)는  적어도  3개의  화상을  기록할  수  있다. 
EEPROM(12)은:  대표적인  원색(R,G,B)으로  미리  설정된,  광전계수(a0R,a0G,a0B), 

임계값(△aR,△aG,△aB,△bR,△bG,△bB); 기준옵셋 출력레벨(b0); 및 고체촬상소자(4)의 촬상화면의 크기(

촬상화면상의 수평방향에 따른 화소수(I0)와 수직방향에 따른 화소수(J0)의 곱으로 나타냄)를 기억한다. 
데이터 테이블(13)은 화상데이터상의 γ 보정을 실행하기 위해 사용되는 데이터, 및 화상데이터상의 
JPEG 압축을 실행하기 위해 사용되는 데이터 등의 다양한 데이터를 기억한다. 제어신호생성부(14)는 프
로세서(15)로부터의  명령에  대응하여,  렌즈부(1),  조리개(2),  셔터(3),  고체촬상소자(4),  스위칭 
모듈(5),  스트로브(7)  등을  제어하기  위한  제어신호를  생성하고  출력한다.  프로세서(15)는 
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화상처리부(6)를 제어하여, 화상데이터의 처리와 각종의 연산처리를 실행한다.  

화상처리부(6)는 단일칩의 LSI상에 제작될 수 있다.  

본 발명의 실시예의 디지탈 스틸 카메라에 있어서, 조작키 그룹(8)을 조작함으로써 통상의 촬영동작모드
가 선택될 수 있다.  

통상의 촬영동작모드에 있어서, 조작키 그룹(8)의 적당한 조작에 대응하여, 프로세서(15)는: 고체촬상소
자(4)의 촬상화면에 투영되는 영상의 초점을 맞추도록(오토 포커스) 렌즈부(1)를 구동하고; 조리개(2)의 
조리량을 조절하고; 셔터(3)를 개폐하고; 셔터(3)의 개폐와 동기시켜 발광하는 스트로브(7)를 제어한다. 
이 결과, 영상이 고체촬상소자(4)에 의해 촬상된다. 다음, 프로세서(15)는: 스위칭 모듈(5)을 통해 고체
촬상소자(4)로부터 화상데이터를 수신하고; 화상데이터를 화상메모리(11)에 일시적으로 기억하고; 화상
데이터에 대한 화상처리(예컨대, γ 보정 및 화상압축)를 실행하고; 처리된 화상데이터를 기록매체(도시
안됨)의 녹화기구에 송출한다. 녹화기구는 처리된 화상데이터를 기록매체에 기록한다.  

본 발명의 실시예의 디지탈 스틸 카메라에 있어서, 조작키 그룹(8)을 조작함으로써 화소결함 검출모드가 
선택될 수 있다. 화소결함 검출모드가 선택될 때, 결함을 갖는 화소를 자동으로 검출하고 화소의 좌표위
치를 EEPROM(12)에 기억하도록 프로세서(15)는 도 4의 플로우챠트에 나타낸 절차를 실행한다. 따라서, 
특별한 장치나 지식을 필요로 하지 않고 사용자에 의해 결함화소의 검출이 실행될 수 있다.  

먼저, 프로세서(15)는 3개의 화상을 기억하기 위해 화상메모리(11)내의 영역을 준비하고, γ 보정, 화상
압축, 및 렌즈부(1)의 오토 포커스를 정지시킨다(단계 101). 또한, 렌즈부(1)의 초점을, 예컨대, ∞로 
설정하도록 렌즈부(1)를 프로세서(15)가 구동한다(단계(102)).  

셔터(3)의 개방시간을 0으로 설정한 후, 스위칭 모듈(5)은 고체촬상소자(4)의 각 화소로부터의 출력신호
를 스위칭 모듈(5)을 통해 수신하고, 화상메모리(11)의 제 1 화상데이터 기억영역에 화소의 출력레벨을 
기억시킨다(단계(103)).  

셔터(3)의 개방시간이 0으로 설정될 때, 고체촬상소자(4)의 각 화소에 대한 입사광량이 0이므로, 각 화
소의 출력은 가장 낮은 레벨로 된다. 

다음, 프로세서(15)는 조리개(2)를 "개방"으로 설정하고, 셔터(3)를 개폐하여, 스트로브(7)가 셔터(3)의 
개폐와 동기되어 발광하도록 제어한다. 다음, 프로세서(15)는 고체촬상소자(4)의 각 화소로부터의 출력
신호를 스위칭 모듈(5)을 통해 수신하고, 화소의 출력레벨을 화상메모리(11)의 제 2 화상데이터 기억영
역에 기억시킨다(단계(104)). 

상기 설명된 동작에서, 셔터(3)의 개방시간은, 고체촬상소자(4)를 오버플로우 상태 근방으로 하여, 각 
화소에 광량이 입사되도록 설정됨으로써(즉, 고체촬상소자(4)가 오버플로우 상태로 되지 않고 입사광량
이 최대로 됨), 화소의 출력레벨이 최대로 된다. 상기 설명된 바와 같이, 고체촬상소자(4)에 의해 촬상
된 영상이 단일한 계조를 갖게 되므로, 단일한 계조를 갖는 벽이나 패널을 사용하여 결함을 갖는 화소를 
검출하는 것이 바람직하다. 또한, 렌즈부(1)의 초점이 ∞로 조절되기 때문에, 고체촬상소자(4)에 의해 
촬상된 영상이 흐려져 더 단일한 계조를 제공한다. 이러한 단일한 계조를 갖는 영상은 특히 낮은 출력레
벨을 갖는 화소(즉, 특히 어두운 화소) 또는 특히 높은 출력레벨을 갖는 화소(즉, 특히 밝은 화소), 즉, 
결함을 갖는 화소를 검출하는 데 바람직하다.  

또한, 프로세서(15)는 조리개(2)를 충분히 조르고, 셔터(3)를 개폐하여, 셔터(3)의 개폐와 동기시켜 스
트로브(7)가 발광하도록 제어한다. 다음, 프로세서(15)는 고체촬상소자(4)의 각 화소로부터의 출력신호
를 스위칭 모듈(5)을 통해 수신하고, 화소의 출력레벨을 화상메모리(11)의 제 3 화상데이터 기억영역에 
기억시킨다(단계(105)).  

조리개(2)를  충분히  조르고,  스트로브(7)가  발광되는  중에,  셔터(3)가  개폐되기  때문에, 
고체촬상소자(4)의 각 화소에 대한 입사광량은 각각 단계(103)와 단계(104) 사이의 입사광량이 되어, 각 
화소의 레벨도 단계(103)와 단계(104) 사이의 입사광량이 된다. 단계(105)에서, 상기 설명된 바와 같이, 
단일한 계조를 갖는 벽이나 패널을 촬상하는 것이 바람직하다. 렌즈부(1)의 초점이 ∞로 조절되기 때문
에, 고체촬상소자(4)에 의해 촬상된 영상이 흐려져 단일한 계조를 제공한다. 

이 방식에서, 다음 3개의 출력레벨: 최소의 입사광량에 대한 고체촬상소자(4)의 각 화소의 출력레벨; 중
간 입사광량에 대한 고체촬상소자(4)의 각 화소의 출력레벨; 및 최대 입사광량에 대한 고체촬상소자(4)
의 각 화소의 출력레벨이 단계(103,104,105)에서 각각 화상메모리(11)에 기억된다. 

따라서, 고체촬상소자(4)의 각 화소에 대해 상기 식(5)의 입출력관계(N-1=2)가 실현된다.  

다음, 프로세서(15)는 고체촬상소자(4)의 각 화소를 순차적으로 어드레스, 즉, 좌표위치(i,j)를 지정함
에 의해 어드레스한다. 좌표위치(i,j)가 지정되는 각 시간에서, 위치의 좌표(i,j)에 근거한 지정된 좌표
위치(i,j)에서의 화소에 의해 원색(R,G,B)이 표시되는 것을 결정하여, 화소의 결함의 유무 및 종류를 결
정하도록 어드레스된 화소에 대한 상기 설명된 함수를 계산한다. 

본 발명의 실시예에서, 도 2에 도시된 바와 같은 원색 베이어 패턴의 칼라필터가 이용되어, 위치의 
좌표(i,j)에 근거한 좌표위치(i,j)에서의 화소에 의해 원색(R,G,B)이 표시되는 것을 결정할 수 있다. 

먼저, 프로세서(15)는 좌표위치(i,j)를 (O,0)으로 초기화한다. 또한, 각각의 원색(R,G,B)에 대해 미리 
결정된, 광전계수(a0R,a0G,a0B), 임계값(△aR,△aG,△aB,△bR,△bG,△bB); 기준옵셋 출력레벨(bO); 및 고체촬

상소자(4)의  촬상화면의  크기(촬상화면상의  수평방향에  따른  화소수(I0-1)와  수직방향에  따른 
화소수(J0-1)의 곱에 의해 나타냄) 등을 EEPROM(12)으로부터 프로세서(15)가 독출한다 (단계(106)).  

다음, 프로세서(15)는 좌표위치(i,j)의 각 좌표(i,j)가 짝수인지를 결정한다(단계(107,108)).  
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초기화 후에, 각각 초기화된 좌표(i=0,j=0)가 짝수로 결정된다(즉, 단계(107) 및 단계(108)에서 "예"가 
주어진다.). 도 2에 도시된 바와 같은 원색 베이어 패턴에서, 좌표(i,j)가 모두 짝수인 좌표위치의 화소
가  원색(R)으로  표시된다.  따라서,  원색(R)을  표시하는  화소의  결함의  유무  및  종류가 
결정된다(단계(109)).  

단계(109)에서, 프로세서(15)는, 좌표위치(O,O)에서의 화소를 피검사화소로 간주하고, 각 단계(10-105)
에서의 화상메모리(11)에 기억된, 데이터의 3개의 화상으로부터 모든 필요한 화소의 출력레벨을 추출한
다.  프로세서(15)는  상기 식(8)  및  식(2)에 따라 피검사화소에 대한 입사광량을 더 결정하며, 상기 
식(7)에 따라 피검사화소의 광전계수(a) 및 옵셋출력레벨(b)을 결정하고, 상기 식(9)에 따라 피검사화소
의 결함의 유무 및 종류를 결정한다. 피검사화소가 결함을 가지면, 피검사화소의 결함의 종류(즉, 백상(
白傷) 또는 흑상(黑傷)) 및 좌표위치가 화상메모리(11)에 기억된다.  

다음, 프로세서(15)는 우측인 다음 좌표위치(i+1,j)가 촬상화면의 수평크기(IO-1)로부터 벗어나는 지를 
판정한다(단계(110)). 단계(110)에서 "아니오"가 주어지면, 좌표위치(i,j)를 갱신하도록 프로세서(15)는 
i에 1를 가산한다(단계(111)). 다음, 공정은 단계(107)로 되돌아간다. 

갱신된  좌표위치(i,j)의  좌표(i)는  현재  1이라는  홀수가  된다.  따라서,  i가  홀수라고 
판정되며(단계(107)에서 "아니오"가 주어짐), j는 짝수로 판정된다(단계(115)에서 "예"가 주어짐). 도 2
에 도시된 바와 같은 원색 베이어 패턴에서, 이러한 좌표위치에서의 화소는 원색(G)을 표시한다. 따라
서, 원색(G)을 표시하는 화소의 결함의 유무 및 종류가 판정된다(단계(112)).  

단계(112)에서, 프로세서(15)는 좌표위치(1,O)에서의 화소를 피검사화소로 간주하고, 각 단계(103-105)
에서 화상메모리(11)에 기억된, 데이터의 3개의 화상으로부터 모든 필요한 화소의 출력레벨을 추출한다. 
프로세서(15)는 상기 식(8) 및 식(2)에 따라 피검사화소에 대한 입사광량을 더 결정하며, 상기 식(7)에 
따라 피검사화소의 광전계수(a) 및 옵셋출력레벨(b)을 결정하고, 상기 식(10)에 따라 피검사화소의 결함
의 유무 및 종류를 결정한다. 피검사화소가 결함을 가지면, 피검사화소의 결함의 종류(즉, 백상 또는 흑
상) 및 좌표위치가 화상메모리(11)에 기억된다.  

도 2에 도시된 바와 같은 원색 베이어 패턴에서, 좌표위치(i,O)에서의 화소는 원색(R,G)에 교대로 대응
한다. 따라서, 좌표위치(i,0)에서의 다른 화소에 있어서, 각 좌표위치(i,0)에서의 피검사화소의 결함의 
유무 및 종류를 판정하도록 상기 설명된 바와 같이 단계(109) 및 단계(112)가 교대로 실행되며 결함을 
갖는 임의의 피검사화소에 대한 이러한 데이터를 기억한다. 

i+1이  I0와  동일할  때(단계(110)에서  "예"가  주어짐),  프로세서(15)는,  위치(i,j)  하측인  다음 
좌표위치(i,j+1)가 촬상화면의 수직 크기(J0-1)로부터 벗어나는 지를 판단한 후(단계(113)), 단계(113)
에서 "아니오"가 주어지면, 좌표(j)를 1로 갱신하도록 프로세서(15)가 j에 1을 가산한다(단계(114)). 좌
표(j)가 홀수이기 때문에(단계(108) 및 단계(115)에서 "아니오"가 주어짐), 단계(112) 또는 단계(116)는 
좌표가 짝수인 지의 결정에 따라 실행된다(단계(107)). 

단계(112)에서, 상기 설명된 바와 같이, 원색(G)을 표시하는 화소의 결함의 유무 및 종류가 판정된다. 
단계(116)에서, 원색(B)을 표시하는 화소의 결함의 유무 및 종류가 판정된다. 판정을 하기 위해서, 프로
세서(15)는, 각 단계(103-105)에서 화상메모리(11)에 기억된, 데이터의 3개의 화상으로부터 모든 필요한 
화소의 출력레벨을 추출한다. 프로세서(15)는, 상기 식(8) 및 식(2)에 따라 피검사화소에 대한 입사광량
을  결정하며,  상기  식(7)에  따라  피검사화소의  광전계수(a)  및  옵셋출력레벨(b)을  결정하고,  상기 
식(11)에 따라 피검사화소의 결함의 유무 및 종류를 결정한다. 피검사화소가 결함을 가지면, 피검사화소
의 결함의 종류(백상 또는 흑상) 및 좌표위치가 화상메모리(11)에 기억된다.  

도 2에 도시된 바와 같은 원색 베이어 패턴에서, 좌표위치(i,1)에서의 화소가 원색(B,G)에 교대로 대응
한다. 따라서, 좌표위치(i,1)에서의 다른 화소에 있어서, 각 좌표위치(i,1)에서의 피검사화소의 결함의 
유무 및 종류를 결정하도록 상기 설명된 바와 같이 단계(116) 및 단계(112)가 교대로 실행되며 결함을 
갖는 임의의 피검사화소에 대한 이러한 데이터를 기억한다. 

다음, 좌표(j)가 증가됨으로써, 좌표위치(0-(I0-1),j)에서의 각 화소에 대한 결함의 유무 및 종류를 결
정하도록  좌표(i)가  순차적으로  0으로부터  (I0-1)로  변화된다.  i+1이  (I0-1)과  동일하게 
결정되며(단계(110)에서 "예"가 주어짐) j+1이 (J0-1)과 동일하게 결정될 때(단계(113)에서 "예"가 주어
짐) 모든 화소에 대한 결함의 유무 및 종류의 판정이 종료된다. 다음, 프로세서(15)는, 결함을 갖는 각 
화소의 결함의 종류 및 좌표위치를 화상메모리(11)로부터 독출하고, EEPROM(12)에 데이터를 기억시킨다.  

결함을 갖는 고체촬상소자(4)의 각 화소의 결함의 종류 및 좌표위치가 EEPROM(12)에 기억된 후에 상기 
설명된 촬영동작모드가 선택될 때, 각 결함화소의 출력레벨을 보정하기 위해 다음 처리가 실행된다. 

조작키 그룹(8)의 조작에 의해 통상의 촬영동작모드가 선택됨으로써, 영상이 고체촬상소자(4)에 의해 촬
상되고, 프로세서(15)는 스위칭 모듈(5)을 통해 고체촬상소자(4)로부터 화상데이터를 수신한다.  

스위칭모듈(5)은  도  5에  도시된  바와  같은  구성을  가지고,  3개의  단자(SW1,SW2,SW3)를  포함한다. 
절편(5a)이 단자(SW1)로 절환될 때, 고체촬상소자(4)의 출력이 직접 프로세서(15)에 전송되어, 각 화소
의 출력레벨이 화상메모리(11)에 기억된다.  

좌표위치(i,j)에 따라 결함을 갖는 화소에 의해 표시된 색을 식별하도록, 프로세서(15)는 EEPROM(12)으
로부터 결함을 갖는 화소의 좌표위치(i,j)를 독출하고, 신호가 화소로부터 출력되는 타이밍으로 스위칭
모듈(5)을 단자(SW2 또는 SW3)로 절환한다. 특히, 프로세서(15)는 단계(107,108,112)와 유사한 방식으로 
좌표(i,j)에 따라 결함을 갖는 화소에 의해 표시된 색을 판정한다. 다음, 화소에 의해 표시된 색이 R 또
는 B로 판정되면, 프로세서(15)는, 신호가 화소로부터 출력되는 타이밍으로 스위칭모듈(5)을 단자(SW2)
로 절환한다. 화소에 의해 표시된 색이 G로 판정되면, 프로세서(15)는, 신호가 화소로부터 출력되는 타
이밍으로 스위칭모듈(5)을 단자(SW3)로 절환한다. 
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프로세서(15)가 원색(R 또는 B)의 결함화소의 출력신호를 스위칭모듈(5)의 단자(SW2)를 통해 수신할 때, 
프로세서(15)는, 결함화소의 출력레벨을 결정하도록 상기 식(13)의 연산을 실행하고(상기 식(13)의 연산
을 실행하기 위해 필요한 데이터가 고체촬상소자(4)로부터 화상메모리(11)로 전송된 후), 결함화소에 대
한 화상메모리(11)의 어드레스에 결정된 출력레벨을 기억한다. 

프로세서(15)가 원색(G)의 결함화소의 출력신호를 스위칭모듈(5)의 단자(SW3)를 통해 수신할 때, 프로세
서(15)는, 결함화소의 출력레벨을 결정하도록 상기 식(14)의 연산을 실행하고(상기 식(14)의 연산을 실
행하기 위해 필요한 데이터가 고체촬상소자(4)로부터 화상메모리(11)로 전송된 후), 결함화소에 대한 화
상메모리(11)의 어드레스에 결정된 출력레벨을 기억한다. 

따라서, 스위칭모듈(5)의 절편(5a)을 단자(SW1,SW2,SW3)로 절환함에 의해, 고체촬상소자(4)로부터의 화
상데이터를 화상메모리(11)에 기억하면서, 거의 리얼 타임(real time)으로 결함화소의 출력레벨을 보정
할 수 있다.  

다음, 화상메모리(11)내에 기억된 화상데이터에 화상처리(예컨대, γ 보정 및 화상압축)가 실행되고, 기
록매체에 처리된 화상데이터를 기록하도록 처리된 화상데이터가 기록매체(도시안됨)의 녹화기구에 전송
된다. 

도 4에 도시된 바와 같은 단계(107,108,115과)와 유사하게 좌표(i,j)에 따라 결함을 갖는 화소에 의해 
표시된 색을 판정하는 대신에, 최하위비트가 "0"일 때 i 또는 j는 짝수이고, "1"일 때 홀수인 것을 이용
하여 판정을 실행할 수 있다. 따라서, i와 j 사이의 XOR이 거짓값이면 화소에 의해 표시된 색이 R 또는 
B로 판정되고, 참값이면 G로 판정된다. 

상기 설명된 화소결함 검출모드가 선택될 때, 절편(5a)은 단자(SW1)에 항상 접속된다. 

상기 설명으로부터 명백해진 바와 같이, 본 발명의 실시예의 디지탈 스틸 카메라에 있어서는, 표준광량 
발생장치, 및 특수 지원시스템 등을 필요로 하지 않고, 복수회의 촬상동작을 통해 데이터의 3개의 화상
을 얻는 것만으로, 결함을 갖는 화소의 좌표위치 및 결함의 종류를 자동으로 검출할 수 있고, 결함화소
의 출력신호를 자동으로 보정할 수 있다. 따라서, 보통 사용자에 의해서도 결함화소의 검출 및 보정을 
용이하게 실행할 수 있다. 

본 발명은 상기 설명된 특별한 실시예에 한정되지 않는다. 다양한 변경이 상기 설명된 실시예에 대해 가
능하다. 예컨대, 3개의 다른 입사광량에 대응하는 3개의 출력레벨에 따라 각 화소의 광전계수(a) 및 옵
셋출력레벨(b)이 각각 결정되지만, 상기 설명된 실시예에서는, 2개 또는 4개의 다른 입사광량에 대한 2
개 또는 4개의 출력레벨에 따라 광전계수(a) 및 옵셋출력레벨(b)이 결정될 수 있다.

2개의 다른 입사광량에 대한 2개의 출력레벨에 따라 광전계수(a) 및 옵셋출력레벨(b)이 결정될 때, 상기 
식(5), (6) 및 (7)은 불필요하다. 대신에, 식(8) 및 (2)에 따라 2개의 다른 입사광량을 결정하고, 2개의 
입사광량에 대응하는 화소로부터의 2개의 출력레벨을 검출함에 의해 광전계수(a) 및 옵셋출력레벨(b)이 
얻어질 수 있다. 

상기 설명된 실시예에서, 연산회로의 규모, 연산량 및 연산에 대해 요구되는 시간이 실용적인 범위내에 
있도록 화소의 출력은 선형함수에 의해 근사화된다. 엄밀히 말하자면, 광전변환소자의 출력특성은 비선
형이다. 광전변환소자의 출력특성을 단일 선형함수로 근사화하는 것이 곤란할 때, 연산회로의 규모, 연
산량 및 연산에 대해 요구되는 시간의 증대가 가능한 최소화될 수 있다면, 복수의 선형함수의 조합이나 
다른 유형의 함수가 사용될 수 있다. 임의의 함수의 유형이 사용되더라도, 화소의 실제의 출력특성을 함
수로 나타내고, 서로 함수의 계수를 비교함에 의해 화소의 결함의 유무 및 종류가 판정될 수 있다. 

상기 식(8)의 중간 필터와는 다른 적절한 방법에 의해 정상인 화소의 출력레벨이 결정될 수 있다. 예컨
대, 동일한 화소영역내에서 피검사화소 근방의 화소들 사이의 최대 및 최소 출력레벨을 제외한 후, 중간 
필터를 사용하거나, 동일한 화소영역내에서 피검사화소 근방의 화소의 출력레벨에 대해 공지의 통계적 
동작을 실행함에 의해 정상인 화소의 출력레벨이 결정될 수 있다. 또한, 상기 설명된 바와는 다른, 피검
사화소의 근방에 다양한 화소영역이 지정될 수 있다. 

상기 설명된 실시예에서의 고체촬상소자의 일예로서 CCD가 설명되었지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는
다. 예컨대, 본 발명은 CID 또는 CPD 등의 고체촬상소자의 다른 유형에 사용될 수 있다. 또는, 본 발명
은 비디오 카메라, 또는 필름 스캐너 등의, 디지탈 스틸 카메라와는 다른 고체촬상소자에 사용될 수 있
다.

상기 설명된 실시예에서 원색 베이어 패턴의 칼라필터가 설명되었지만, 본 발명은 원색 및 보색이 소정
의 법칙에 따라 배열된 다른 종류의 칼라필터를 사용할 수 있다. 

    발명의 효과

상기 설명된 바와 같이, 본 발명에 의하면, 출력특성에 따라 피검사 광전변환소자의 결함을 검출하도록, 
피검사 광전변환소자의 변화된 입사광량에 대응하는 피검사 광전변환소자의 출력특성이 결정된다.  

이와 다르게, 본 발명에 의하면, 입사광량, 피검사 광전변환소자의 출력, 및 식(1)에 따라서, 피검사 광
전변환소자의 광전계수(a) 및 입사광량이 없는 상태로의 피검사 광전변환소자의 옵셋출력레벨(b)을 결정
하도록 다른 입사광량에 대응하는 피검사 광전변환소자의 출력이 화상메모리에 기억된다. 광전계수(a) 
및 옵셋출력레벨(b)을 미리 설정된 기준광전계수(aO) 및 기준옵셋출력레벨(b0)과 각각 비교함에 의해 피
검사 광전변환소자의 결함이 검출된다. 

y(x)=ax+b … (1) 

여기서, y(x)는 피검사 광전변환소자의 출력을 나타내고, x는 입사광량을 나타낸다.  
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상기 설명된 바와 같이, 출력특성에 따라 피검사 광전변환소자의 결함을 검출하도록, 피검사 광전변환소
자의 출력특성이 결정된다. 이 방식에서, 종래 기술에서와 같이, 표준광량 발생장치, 및 특수 지원시스
템 등이 필요하지 않으므로, 통상의 사용자라도 용이하게 광전변환소자의 결함을 검출할 수 있다. 결함
의 유무 뿐만 아니라, 결함의 종류도 판정될 수 있다. 

또한, 본 발명에 의하면, 고체촬상소자의 초점이 흐려진 상태에서 광전변환소자의 출력이 결정된다. 따
라서, 피검사 광전변환소자 근방의 화소영역에 대해 거의 단일한 빛이 입사된다. 따라서, 동일한 화소영
역의 복수의 광전변환소자로부터의 출력신호에 따라 정상인 광전변환소자의 출력신호를 확인할 수 있어
서, 실제의 입사광량을 추정할 수 있다. 

또한, 고체촬상소자에 대해 빛이 입사되지 않을 때 입사광량이 측정되고, 다른 입사광량은 고체촬상소자
를 오버플로우 근방의 상태로 되게 한다. 이들 입사광량은, 비디오 카메라 또는 디지탈 스틸 카메라의 
셔터속도, 조리개, 스트로브 등을 적절히 제어함에 의해 용이하게 얻어질 수 있다. 

칼라표시에 있어서, 다른 색에 대해 광전변환소자가 개별적으로 검사된다. 따라서, 광전변환소자의 결함
의 유무 및 종류를 정확히 판정할 수 있다.  

또한, 칼라표시에 있어서, 각 화소에 의해 표시된 칼라가 화소의 어드레스 데이터(즉, 좌표위치)에 따라 
판정됨으로써, 연산이 빠르게 실행될 수 있다. 

본 발명의 범위 및 정신으로부터 벗어나지 않고 당업자들에 의해 다양한 다른 변경이 실시될 수 있음은 
명백하다. 따라서, 첨부된 특허청구의 범위는 명세서에서 설명된 내용으로 한정되지 않고, 더 넓게 해석
되어야 한다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

복수의 광전변환소자를 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치로서,  

피검사 광전변환소자로의 입사광량을 변화시키도록 상기 피검사 광전변환소자의 출력 특성을 구하여 상
기 피검사 광전변환소자의 출력 특성에 따라 상기 피검사 광전변환소자의 화소결함의 유무를 결정하는 
연산 수단을 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 화소결함 검출장치는 상기 광전변환소자에서의 출력신호를 기억하는 화상 메모
리를 더 포함하며, 

상기 연산 수단은 화상 메모리내에 기억된 상기 피검사 광전변환소자의 출력신호를 이용하여 상기 피검
사 광전변환소자의 출력 특성을 결정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 상기 피검사 광전변환소자의 출력 특성은 상기 피검사 광전변환소자로의 서로 다른 
입사광량에 대한 상기 피검사 광전변환소자의 복수의 출력 신호에 의해 표현되는 고체촬상소자의 화소결
함 검출장치.

청구항 4 

복수의 광전변환소자를 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치로서,  

피검사 광전변환소자로의 서로 다른 입사광량에 대한 상기 피검사 광전변환소자에서의 출력을 각각 기억
하는 화상메모리; 및  

입사 광량, 상기 피검사 광전변환소자에서의 출력 및 다음식 (1)에 따라 :

y(x)=ax+b       ··· (1) 

단, y(x)는 상기 피검사 광전변환소자의 출력, 및 x는 입사광량,

상기 피검사 광전변환소자의 광전계수(a) 및 입사광량이 없는 상태에서의 상기 피검사 광전변환소자의 
옵셋 출력 레벨(b)을 결정하여, 상기 광전계수(a) 및 옵셋 출력 레벨(b)을 소정의 기준 광전계수(a0) 및 

소정의 기준 출력 레벨(b0)과 비교함에 의해 상기 피검사 광전변환소자의 결함의 유무를 결정하는 연산수

단을 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.  

청구항 5 

제 1 항에 있어서, 상기 화소결함 검출장치는 상기 고체촬상소자에 영상을 투영하는 광학수단을 더 포함
하고;

상기 고체촬상소자에 대한 상기 광학수단의 초점을 흐리게 한 상태에서 상기 광전변환소자의 출력을 결
정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 6 

제 4 항에 있어서, 상기 화소결함 검출장치는 상기 고체촬상소자에 영상을 투영하는 광학수단을 더 포함
하고;
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상기 고체촬상소자에 대한 상기 광학수단의 초점을 흐리게 한 상태에서 상기 광전변환소자의 출력을 결
정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.  

청구항 7 

제 1 항에 있어서, 상기 피검사 광전변환소자로의 입사광량은 상기 고체촬상소자에 빛이 입사하지 않고 
있지 않을 때의 입사광량 및 상기 고체촬상소자가 오버플로우 상태로 되는 근방의 다른 입사광량을 포함
하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 8 

제 4 항에 있어서, 상기 피검사 광전변환소자로의 입사광량은 상기 고체촬상소자에 빛이 입사하지 않고 
있지 않을 때의 입사광량 및 상기 고체촬상소자가 오버플로우 상태로 되는 근방의 다른 입사광량을 포함
하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 9 

제 4 항에 있어서, 상기 소정의 기준 광전변환계수(a0) 및 소정의 기준 옵셋 출력 레벨(b0) 및 기준 출력 

신호(y0)를 다음식 (2)에 대입하여 : 

x=(y0-b0)/a0    …(2)

상기 입사광량(x)을 구하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 출력(y0)은 상기 피검사 광전변환소자에 인접한 복수의 광전변환소자의 출력중 

중간의 값으로 설정되는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 11 

제 10 항에 있어서, 상기 인접한 광전변환소자는 표시될 복수의 칼라들중 상기 피검사 광전변환소자와 
동일한 표시색을 나타내는 것들만을 포함하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 12 

제  4  항에  있어서,  상기  피검사  광전변환소자의  광전계수(a),  옵셋  출력  레벨(b),  상기  기준 
광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)을 다음식 (3)에 대입하여 :

la0-al<△a 및 lb0-bl<△b 이면 : 결함없음    …(3)

단, △a 및 △b는 소정 임계치,

상기 피검사 광전변환소자의 결함의 유무를 결정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 13 

제  4  항에  있어서,  상기  피검사  광전변환소자의  광전계수(a)  및  옵셋  출력  레벨(b),  상기  기준 
광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)를 다음식  (4)에 대입하여 :

la0-al< △a 및 lb0-bl < △b; 이면 무결함

la0-al ≥ △a; 이면 흑상

lb0-bl ≥ △b; 이면 백상         ...(4)

단, △a 및 △b는 소정 임계치,

상기 피검사 광전변환소자의 결함의 유무 및 종류를 결정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 14 

제  12  항에  있어서,  표시될  칼라들  각각에  대해  상기  기준  광전계수(a0)  및  상기  기준  옵셋 출력 

레벨(b0)을 설정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 15 

제  13  항에  있어서,  표시될  칼라들  각각에  대해  상기  기준  광전계수(a0)  및  상기  기준  옵셋 출력 

레벨(b0)을 설정하는 고체촬상소자의 화소결함 검출장치.  

청구항 16 

제 12 항에 있어서, 상기 피검사 광전변환소자의 어드레스 데이터에 따라 상기 피검사 광전변환소자에 
의해 표시될 칼라를 결정하는 결정 수단을 더 포함하고;

상기 결정 수단의 결정에 따라 상기 기준 광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)을 설정하는 고
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체촬상소자의 화소결함 검출장치.

청구항 17 

제 13 항에 있어서, 상기 피검사 광전변환소자의 어드레스 데이터에 따라 상기 피검사 광전변환소자에 
의해 표시될 칼라를 결정하는 결정 수단을 더 포함하고;

상기 결정 수단의 결정에 따라 상기 기준 광전계수(a0) 및 상기 기준 옵셋 출력 레벨(b0)을 설정하는 고

체촬상소자의 화소결함 검출장치.

도면

    도면1

    도면2
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    도면3

    도면4
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    도면5

    도면6
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